Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 2
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek
	TAK
	
	

	1. 
	Pomiar:

1) na płytkach: 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384-dołkowych z przykrywką lub bez
2) w co najmniej 4 kuwetach o długości optycznej 1 cm jednocześnie
3) co najmniej 16 próbek, o objętościach rzędu 2 (l, jednocześnie, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych
	TAK

TAK

TAK


	
	

	2. 
	Metody detekcji:

1) absorbancja 
2) fluorescencja
3) luminescencja
	TAK

TAK

TAK
	
	

	3. 
	Metody odczytu:

1) punktu końcowego (endpoint)

2) kinetyczne

3) skanowanie widma

4) skanowanie dna dołka
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	4. 
	Temperatura:

1) regulacja w zakresie co najmniej od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C z odchyleniem  nie gorszym niż +0,2 °C przy 37°C
2) inkubacja 4-strefowa

3) system kontroli kondensacji
	TAK

TAK

TAK
	
	

	5. 
	Wytrząsanie z możliwością wyboru amplitudy, częstotliwości, czasu trwania:
1) liniowe
2) orbitalne
3) ósemkowe
	TAK

TAK

TAK
	
	

	6. 
	Absorbancja:

1) źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa

2) detektor: fotodioda

3) wybór długości fali: monochromator
4) długość fali monochromatora w zakresie co najmniej 230-999 nm z krokiem nie większym niż 1 nm

5) szerokość połówkowa wiązki nie wyższa niż 4 nm (230-285 nm), 8 nm (>285 nm)

6) pomiar gęstości optycznej OD:

a) w zakresie co najmniej 0 – 4,000 z rozdzielczością nie gorszą niż 0,0001
b) dokładność nie gorsza niż 1% przy OD 2,0
c) liniowość nie gorsza niż 1% w zakresie co najmniej od 0 do 3,0
d) powtarzalność OD nie gorsza niż 0,5% przy OD 2,0
7) światło rozproszone nie więcej niż 0,03% dla 230 nm

8) możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej 1 cm

9) powtarzalność monochromatora nie gorsza niż ±0,2 nm

10) czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 11 s
11) czas odczytu płytki 384-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 22 s
	TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	7. 
	Fluorescencja:
1) źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa
2) detektor: fotopowielacz dla systemu monochromatorów
3) wybór długości fali: 2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi (pomiar z góry i z dołu płytki)
4) długości fali w zakresie co najmniej 250-850 nm z krokiem nie większym niż 1 nm

5) szerokość szczeliny monochromatora zmienna w zakresie co najmniej od 9 do 50 nm z krokiem nie większym niż 1 nm 
6) zakres dynamiki nie gorzej niż 7 dekad
7) czułość pomiaru z góry: nie gorsza niż 2,5 pM dla fluoresceiny (0,25 fmol/dołek płytki 384-dołkowej)
8) czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 11 sekund

9) czas odczytu płytki 384-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 22 sekund
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	8. 
	Luminescencja:

1) długości fali emisji w zakresie co najmniej: 300-700 nm

2) zakres dynamiki: co najmniej 6 dekad

3) czułość pomiaru nie gorsza niż ATP 20 amol
	TAK
TAK

TAK


	 
	

	9. 
	Oprogramowanie do obsługi urządzenia i analizy danych:

1) wprowadzanie własnych protokołów pomiarowych 
2) modele dopasowania krzywej standardowej
3) operacje na wynikach: transformacje, cut offs (linie odcięcia), formuły przekształceń związanych z pomiarami, kinetyka
4) sprawdzenie warunków walidacji testu
5) eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego
6) możliwość konfigurowania raportu przy zastosowaniu szablonu arkusza wbudowanego
	TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

	
	

	10. 
	7) ilość licencji – co najmniej 3
	TAK / NIE
	
	≥5 licencji– 5 pkt

<5 licencji – 0 pkt

	11. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	TAK
	
	

	12. 
	Możliwość rozbudowy o moduł CO2 i O2
	TAK /NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	13. 
	Przystosowanie do automatyzacji: Kompatybilne z robotami podającymi - różnych producentów.
	TAK / NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	14. 
	Możliwość rozbudowy o automatyczny mikroskop odwrócony o parametrach minimalnych:

1) obrazowanie w jasnym polu, fluorescencji (4 kanały), optyczny kontrast fazowy

2) rewolwer na co najmniej 6 obiektywów o powiększeniach od 1,25x do 60x

3) laserowy autofocus
	TAK / NIE


	
	TAK – 15 pkt

NIE – 0 pkt

	15. 
	Możliwość kwalifikacji IQ/OQ
	TAK
	
	

	16. 
	Certyfikat CE IVD
	TAK
	
	

	II.
	Dyspenser automatyczny
	TAK
	
	

	1. 
	2-kanałowy 
	TAK
	
	

	2. 
	Objętość nastawna w zakresie co najmniej 5-1000 µl 
	TAK
	
	

	3. 
	Dokładność nastawy nie gorsza niż ±1 µl
	TAK
	
	

	4. 
	Dokładność dozowania nie gorsza niż ±1 µl
	TAK
	
	

	5. 
	Martwa objętość po odzyskaniu odczynnika nie wyższa niż 100 µl
	TAK
	
	

	III.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony  protokołu zdawczo – odbiorczego  
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………..…..................……..........………………...

podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych 

 do występowania w imieniu wykonawcy
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